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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7-1: Detail specification for 8-way, shielded,
free and fixed connectors

FOREWORD

The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization_comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC_lis\to promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technieal Specif|cations,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter/teferred to ps “IEC
Publjcation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in tHe subject dealt with may participate in this preparatory work. International,\\governmental apd non-
govgrnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation.”IEC collaborateq closely
with |the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions deternlined by
agrepment between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, @s nearly as possible, an intefnational
consensus of opinion on the relevant subjects since each technicalccommittee has representation [from all
interpsted IEC National Committees.

IEC |Publications have the form of recommendations for internatiehal use and are accepted by IEC National
Compmittees in that sense. While all reasonable efforts are made)/to ensure that the technical contenft of IEC
Publ|cations is accurate, IEC cannot be held responsible fer the way in which they are used or|for any
misipterpretation by any end user.

In ofder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Pubjications
trangparently to the maximum extent possible in .theif national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding‘national or regional publication shall be clearly ind|cated in
the latter.

IEC ftself does not provide any attestation of\conformity. Independent certification bodies provide cgnformity
asselssment services and, in some areas,.access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible| for any
services carried out by independent certification bodies.

All upers should ensure that they have the latest edition of this publication.

No liability shall attach to IEC of its* directors, employees, servants or agents including individual expprts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
othef damage of any naturewhatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and
expgnses arising out of/the” publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publ|cations.

Attention is drawn_tonthe Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable fop'the correct application of this publication.

Attention is dfawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sdybject of
patept rights==lEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Interngtiofal Standard IEC 60603-7-1 has been prepared by subcommittee 48B: Conngctors,
of IEC mmmWes for

electronic equipment.

This third edition cancels and replaces the second edition, published in 2009, and constitutes
a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

2)

the correction, or inclusion, of technical references;

the harmonization of terminology with other parts of the IEC 60603-7 series and other
referenced documents;

the modification of screen dimensions so as to include connectors on the market;
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4) the inclusion of two new test groups (EP and FP) that provides the necessary cascading

and references to other parts of the IEC 60603-7 series, and satisfies the requirem
ISO/IEC 11801 to enable correct referencing.

The text of this standard is based on the following documents:

CbhV Report on voting
48B/2163/CDV 48B/2209/RVC

ents of

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This p\IAincation has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2!

A list of all parts of the IEC 60603 series, under the general title Connectors. for electronic

equipnpent, can be found on the IEC website.

The cgmmittee has decided that the contents of this publication will-témain unchanggd until

the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in th
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* recpnfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
+ amgnded.

e data
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Applications have emerged which require the use of the interface described in IEC 60603-7 with
certain performance specifications at higher frequencies. Therefore, a series of detail
specifications have been issued in the past few years in support of these new applications. In
order to improve readability and ease of maintenance, IEC subcommittee 48B (SC 48B)

decided to rearrange and restructure these existing documents.

This part of IEC 60603-7 contains only the necessary information regarding the shield of the
connector and is designed to be used as a base document for all shielded connectors in the

IEC 60603-7 series.

For funther information regarding the IEC 60603-7 style connectors, reference is madel to the
unshie|ded base document IEC 60603-7.

IEC 60603-7 is the base specification of the whole series. Subsequent spécifications
duplicgte information given in the base document, but list only additional requirements.

The following illustration shows the structure of the IEC 60603-7 series”

do not

Unshielded Shielded
3 MHz IEC 60603-7 < IEC 60603-7-1
A A
100 MHz IEC 60603-7-2 IEC 60603-7-3
x X
1 1
1
250 MHz |[EC 60603-7-4 IEC 60603-7-5
¥ ¥
1 1
1 1
500 MHz IEC 60603-7-41 IEC 60603-7-51
yy
1
_> 1
600 MHz Indicates reference for IEC 60603-7-7
dimensions, mechanical and
electrical characteristics,
tests and test schedules.
1000 MHz IEC 60603-7-71

-—->
Indicates reference for
transmission performance
(backward compatibility)
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7-1: Detail specification for 8-way, shielded,
free and fixed connectors

1 General

1.1 Scope

This pprt of IEC 60603-7 covers 8-way shielded free and fixed connectors. It specif
dimengions, mechanical, electrical and environmental characteristics and tests,(in-relg
the shigeld, additional to those in IEC 60603-7.

These| connectors are intermateable and interoperable with other™EC 60603-7

connegtors as defined in IEC 60603-7.

1.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this doc
For dajed references, only the edition cited applies. For undated references, the latest
of the feferenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-38, Environmental testing — Part)2-38: Tests — Test Z/AD: Con
tempenature/ humidity cyclic test

IEC 60512 (all parts), Connectors for electrahic equipment — Tests and measurements

IEC 60512-1, Connectors for electrénic equipment — Tests and measurements — |
General

IEC 60512-1-100, Connectors” for electronic equipment — Tests and measurems
Part 14100: General — Applicable publications

IEC 60603-7 (all parts); Connectors for electronic equipment — Part 7: Detail specifica
8-way,|unshieldedsfree and fixed connectors

IEC 60603-72008, Connectors for electronic equipment — Part 7: Detail specificat
8-way,|unshielded, free and fixed connectors

es the
tion to

series

ument.
edition

nposite

Part 1:

bnts  —

jon for

on for

IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

IEC 62153-4-12, Metallic communication cable test methods — Part 4-12: Electromagnetic
compatibility (EMC) — Coupling attenuation or screening attenuation of connecting hardware —
Absorbing clamp method

ISO 1302, Geometrical Product Specifications (GPS) — Indication of surface texture in
technical product documentation

2 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions in Clause 2 of IEC 60603-7:2008
applies.
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3 Common features and isometric view

3.1 Isometric view

3.2
3.21
Dimen

shape
dimeng

IEC 086/05

Figure 1 — Isometric view

Mating information
General

bions aref@iven in millimetres. Drawings are shown in third-angle projection
of connectors may deviate from those shapes given in Figures 1 to 3 as long
ions~specified are not influenced.

5. The
as the

The oV
standa

erattdimmensions—and-thedesigmof the—sigmatcomntactsof conmectorsaccording
rd shall conform to all relevant requirements specified by IEC 60603-7.

to this
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3.2.2 Fixed connector

B
|
(N
sF1 @ A
—B>
IEC 790/09
Key
1 sgction A-A: see Figure 2b
2 d|stance between wall of the fixed connector and the contactiarea of the shield contact
S[F1 applies on both sides of the connector
Figure 2a — View oficontact zone
1
| a
n
!
[ P
A )
@ sk
(3 sat
IEC 791/09
Key
1 contacts shown at rest
2 maximum forward extension of contacts below surface AC1 (see IEC 60603-7) to avoid contact with shields
of free connectors. Applies in the mated state
3 dimension to point of shield mating contact

Figure 2b - View of contact zone, section A-A

NOTE Dimensions for Figure 2 are given in Table 1.

Figure 2 — Fixed connector details


https://iecnorm.com/api/?name=5696118f85b6dd6143f28540cd85db02

-10 - 60603-7-1 © IEC:2011

Table 1 — Dimensions for Figure 2

Maximum Minimum Nominal (ref)

Letter
mm mm mm

SA1 5,31
SB1 2,16
SD1 4,90
SE1 5,80
SF1 a

2  Careshall be taken that all shield cantacts of the fixed connector Ql\AIQ\JlQ make contact with the shield contacts
of th¢ free connector in the worst case condition to ensure reliable performance.

3.2.3 Free connector

SA2

e
L
Sb2

S2
—

- —
I~ —
\
IEC 792/09
Key
1 SG2 refers to foremost extension of the shield on the bottom surface of the free connector

2 the dimension S2 (see IEC 60603-7) applies to both plastic housing and shield

NOTE Dimensions for Figure 3 are given in Table 2.

Figure 3 — Free connector view
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Table 2 — Dimensions for Figure 3

Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter mm mm mm
SA2 4,22
SB2 1,66
SD2 4,95
SE2 6,85
SG?2 a
a |t is fecommended that dimension SG2 is 6,85 mm minimum. When this dimension is less than 6;85 ' nm and the
free fonnector is mated with an IEC 60603-7-7 or IEC 60603-7-71 fixed connector, utilizing switch optiop 1, there is
a popsibility that signal conductors 3’,4°,5’,6’ of the fixed connector may make contact with the shield| of this free
conrector.
4 Cable terminations and internal connections — Fixed and free connectors
4.1 nternal connections
Interngl connections of the shield shall conform to Clause 4 of IEC 60603-7:2008.
4.2 Cable termination
The cgnnector shall be compliant with the full test\schedule in 7.7.2 for all possible varjiations
of terminations, for example each cable shield-€onstruction type the connector is interjded to
be used for.
5 Gauges
There [are no shield specific dimensional gauges for IEC 60603-7-1 connectors. For joverall
dimengions, the gauges as defined by Clause 5 of IEC 60603-7:2008 shall apply.
6 Characteristics
6.1 General
Compllancesto- the test schedules is intended to ensure the reliability of all performance
parameters, Jover the range of operating climatic conditions. Stable and compliant ¢ontact

resistance-is a good indication of the stability of shield performance.

The characteristics of the signal contacts of connectors according IEC 60603-7-1 shall
conform to all relevant requirements specified by IEC 60603-7.

6.2 Pin and pair grouping assignment

The pin and pair grouping assignment of 6.2 of IEC 60603-7:2008 applies.

6.3 Classification into climatic category

Connectors according to IEC 60603-7-1 are classified in the same climatic categories as
defined by IEC 60603-7.
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6.4 Electrical characteristics
6.4.1 Creepage and clearance distances

Insulation coordination is not required for this connector; therefore, the creepage and
clearance distances in IEC 60664-1 are reduced and covered by overall performance
requirements.

Therefore, the creepage and clearance distances in Table 3 are given as operating
characteristics of mated connectors.

In practice, reductions in creepage or clearance distances may occur due to the conductive
pattern] of the printed board or the wiring used, and shall duly be taken into account.

Table 3 — Creepage and clearance distances

Minimum distance between contacts and shield or chassis

Creepage Cleakance
mm mm
1,40 0,51

6.4.2 Voltage proof
Condit|ons:

IEG 60512, Test 4a, Method A
Stdqndard atmospheric conditions
Mated connectors

A

variants: 1 500 V d.c. or a.c. peak; contact to shield
6.4.3 Current-carrying capacity.

The cUrrent carrying capacity‘of the shield shall be two times the current carrying capacity of
the sighal contacts as specified by Clause 6 of IEC 60603-7:2008.

6.4.4 Initial contactyresistance — Interface only (separable fixed and free contaci)
Conditfons:

IEG 60512>Test 2a
Matled connectors

Shield contact: 20 mQ maximum
6.4.5 Input to output d.c. resistance
Conditions:

IEC 60512, Test 2a
Mated connectors
Connection points: Cable termination to cable termination

Shield: 100 mQ maximum
6.4.6 Input to output d.c. resistance unbalance

Not applicable to shield contacts.
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Initial insulation resistance
ons:

IEC 60512, Test 3a
Method A

Mated connectors

Test voltage: 100 V d.c.

Bet
6.4.8
Condit

IEQ

Ma
the

Al
<0,
wh

6.4.9
Condit

Acq
Ma
Al
>84

wh

NOTE
transfer

6.5
6.5.1

The m

6.5.2

ween all signal contact together and shield: 500 MQ minimum

Transfer impedance

ons:

60512-26-100, Test 26e

ed connectors, terminated with each cable construction intended ‘to be allow
5e connectors

types: <0,1/°° Q from 1 MHz to 10 MHz
P27 O from 10 MHz to 80 MHz
bre fis the frequency in MHz

Coupling attenuation
ons:

ording to IEC 62153-4-12

fed connectors

types: 245 dB from 30 MHz to 100 MHz

— 20log(f) dB from 100 MHz to 1+.000 MHz
ere fis the frequency in MHz

Coupling attenuation is assumed-to be fulfilled when transverse conversion loss and transverse co
loss are met on the full bandwidth.

Mechanical
Mechanical operation

pchanicalgperation specification of 6.6 of IEC 60603-7:2008 applies.

Insertion and withdrawal forces

ed for

hversion

Condit

OTlsS.

IEC 60512, Test 13b

Speed: 10 mm/s maximum

All

types, insertion and withdrawal: 30 N maximum

7 Tests and test schedule

7.1

See 7.

General

1 of IEC 60603-7:2008.
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7.2 Arrangement for contact resistance tests

For useful information regarding contact resistance tests see 7.2 of IEC 60603-7:2008.

7.3 Arrangement for vibration tests

For useful information regarding the principle of vibration tests see 7.3 of IEC 60603-7:2008.

7.4 Test procedures and measuring methods

See 7.4 of IEC 60603-7:2008.

7.5 Preconditioning

See 7.p of IEC 60603-7:2008.

7.6 Wiring and mounting of specimens
7.6.1 Wiring

See 7.5.1 of IEC 60603-7:2008.

7.6.2 Mounting
See 7.5.2 of IEC 60603-7:2008.

7.7 Test schedules
The teg$t parameters required shall not be less than those listed in Clause 6.

7.71 Basic (minimum) test schedule

Not applicable.

7.7.2 Full test schedule
7.7.21 General

The fdllowing tests specify' the characteristics to be checked and the requirements| to be
fulfilleq.

For a |completestest sequence, a minimum of 50+N specimens are needed. This [equals
5 groups of 10(for test AP, BP, CP, DP, EP and FP. The N groups of 1 shall be for the ['shield
performance®~testing, group GP. The N stands for each cable shield construction type the
connegtors.are intended to be used for. Test group GP shall be performed N times with the
specinlens’terminated with the different cable construction types the connectors are infended
to be used for.

Where not otherwise stated, contact resistance tests of the shield contacts apply only to the
interface between free connector and fixed connector.

7.7.2.2 Test group P — Preliminary

All specimens shall be subjected to the following tests in addition to those specified in 7.7.2.2
of IEC 60603-7:2008. All the test group specimens shall be subjected to the preliminary group
P tests in the following sequence; see Table 4.

The specimens shall then be divided into the appropriate number of groups. All connectors in
each group shall undergo the following tests as described in the sequence given, with the
required alteration of the sequence of tests or adding of new tests to verify additional
connector characteristics.
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Table 4 — Test group P

Test Measurement to be performed
Test
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
P1 General Visual 1a There shall be no defects
examination examination that would impair normal
operation
Examination 1b The dimensions shall
of dimensions comply with those
and mass specified in the detail
specification
P2 Contact Shield contact Millivolt level 2a Contact resistange =
resistance between the fixed method 20 mQ maximum
and free connectors
P3 Input to output Contact 2a 100 mQ maximum
resistance of shield resistance
P4 100 V d.c. Insulation 3a 500 MQ minimum
Method A resistance
Mated connectors
P5 All signal contacts to | Voltage proof 4a 1500 V d.c. or g.c. peak

shield
Method A
Mated connectors
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7.7.2.3 Test group AP
Table 5 — Test group AP
Test Test Measurement to be performed
es
hase . IEC 60512 Severity or - IEC 60512 .
P Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
AP1 Insertion and 13b Connector locking device Insertion force 30 N
withdrawal depressed maximum
forces Withdrawal force 30 N
maximum
AP2 Not applicable
AP3 Rppid change 11d -40 °C to 70 °C
of temperature Mated connectors
25 cycles ¢ = 30 min
Recovery time 2 h
AP4 100 V d.c. Insulation 3a 500 MQ minignum
Method A resistance
Mated connectors
AP5 Shield contact between Contact 2a 20 mQ maximpum change
fixed and free connector | resistance from initial
AP6 All signal contacts to Voltage proof 4a 1500 V d.c. ¢r a.c. peak
shield:
Method A
Mated connectors
AP7 Unmated connectors Visual 1a There shall be no defects
examination that would imjpair normal
operation
AP8 Cyclic damp See IEC 21 cycles;
he¢at 60068-2-38 | low temperature 25 °C;
high temperature 65 °C;
cold,subtycle —10 °C;
humidity 93 %
Half of the samples in
mated state
Half of the samples in
unmated state
AP9 Input to output resistance | Contact 2a 100 mQ maximum
for shield resistance
AP10 Insertion and 13b Connector locking device Insertion force 30 N
w|thdrawal depressed maximum
forces Withdrawal fdrce 30 N
maximum
AP11 Nbt applicable
AP12 Unmated connectors Visual 1a There shall be no defects
examination that would impair normal
operation
AP13 Solderability As applicable
AP14 Resistance to As applicable
soldering heat
AP152 All signal contacts to Voltage proof 4a 1500 V d.c. or a.c. peak
shield and test panel:
Method A
Mated connectors

@ Step AP15 shall not be performed if solderability and resistance to soldering heat were not performed.
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Test group BP
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Table 6 — Test group BP

Test
phase

Test

Measurement to be performed

Title

IEC 60512
Test No.

Severity or
condition of test

Title

IEC 60512
Test No.

Requirements

BP1

Not
applicable

BP2

Mechanical
operation

9a

N/2 operations (see
mechanical

PL1: N =750
PL2: N =2 500

oeiatiaonl—Sao. a
opefatior—Speed
10 mm/s. Rest 1 s
(when mated and

unmated). Locking

device inoperative

BP3

Flowing
mixed gas
corrosion

11g

Method 1

4 days

Half of the samples in
mated state

Half of the samples in
unmated state

BP4

Input to output
resistance of shield

Contact
resistance

2a

100 mQ maximu

BP5

Mechanical
operation

9a

NI2 operations (see
mechanical
operation)

Speed 10 mm/s.
Rest 5 s (when
unmated). Locking
device inoperative

BP6

Input to output
resistance\of shield

Contact
resistance

2a

100 mQ maximu

BP7

100 WWd-c.
Method A
Mated connectors

Insulation
resistance

3a

500 MQ minimur

BP8

All signal contacts to
shield:

Method A

Mated connectors

Voltage proof

4a

1500V d.c. or g

.C. peak

BP9

Visual
examination

1a

There shall be n
that would impai
operation

b defects
I normal



https://iecnorm.com/api/?name=5696118f85b6dd6143f28540cd85db02

7.7.2.5

Test group CP

- 18 —

Table 7 — Test group CP
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Test
phase

Test

Measurement to be performed

Title

IEC 60512
Test No.

Severity or
condition of test

Title

IEC 60512
Test No.

Requirements

CP1

Vibration

6d

/=10 Hz to 500 Hz,

Amplitude =
0,35 mm

Acceleration =
50 m/s?

Contact
disturbance

2e

10 us maximum

10 sweeps/axis

Measurement points
are the shield
contacts

CP2

Input to output
resistance of shield.

No disturbance of
the free connector to
fixed connector
electrical
connections,
between vibration
test and input to
output resistance
measurement

Contact
resistance

2a

1000mQ maximum

CP3

100 V d.c.
Method A
Mated connectors

Insulation
resistance

3a

500 MQ minimurp

CP4

Unmated connectors

Visual
examination

1a

There shall be np defects
that would impaif normal
operation
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7.7.2.6 Test group DP
Table 8 — Test group DP
Test Test Measurement to be performed
es
hase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
P Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
DP1 Electrical 9b 500 h 70 °C
load and Recovery period 2 h
temperature 1,6 A shield contacts,
5 specimens
No current 5
specimens
DP2 100 V d.c. Insulation 3a 500 MQ-minimum
Method A resistance
Mated connectors
DP3 All signal contacts to | Voltage proof 4a 1,500 V d.c. off a.c.
shield: peak
Method A
Mated connectors
DP4 Unmated connectors | Visual 1a There shall be|no
examination defects that would
impair normal
operation
DP5 Input to output Contact 2a 100 mQ maximpum
resistance of shield resistance
DP6 ||Gauging See Annex C All samples tegted
of shall pass all gauges
IEC 60603- and forces
7:2008
DP7 ||Gauging Annex A Shield contact Contact 2e 10 us maximum
continuity disturbance
7.7.2.7 Test group EP
See 7.§.2.7 of IEC 60603-7:2008.

7.7.2.8

See 7.

Test group FP

/.2.8 of IEC 60603-7:2008.
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60603-7-1 © IEC:2011

Test
phase

Test

Measurement to be performed

Title

IEC 60512
Test No.

Severity or condition
of test

Title

IEC 60512
Test No.

Requirements

GP1

High
temperature

9b

500 h 70 °C
Recovery period 2 h

All samples in mated
state

GP2

y\.a:;u dalllp

heat

o
oCCT

IEC 60068-2-38

a1 uyulco,

low temperature
25 °G;

high temperature
65 °C;

cold subcycle
-10 °C;

humidity 93 %

Half of the samples in
mated state

Half of the samples in
unmated state

GP4

Transfer
impedance

26e

Per 6.4.8

GP5

Coupling
attenuation

IEC 62153-4-12

Per 6.4.9
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Annex A
(normative)

Gauging continuity test
A.1  Object

The object of this test is to check whether, in worst-case conditions of the free connector, the
electrical continuity for the shield contact is guaranteed.

A.2 |Preparation of the specimens

A gaude according to Figure A.1 should be applied to test the fixed connector specimen|.

A.3 |Test method
Apply {o the test specimen and to the gauge a circuit according to JEC 60512, Test 2e.

For theg test of the shield contact, the gauge shall be fully inserted and then be moved {o both
sides ¢f the connector until it stops against the plastic walb of the fixed connectors.|These
movenjents shall be repeated 3 times.

During|the movements, a forward force of 20 N minimum shall be applied as indicated|by the
arrow in Figure A.2.

A.4 [Final measurements

The fiYed connector specimen will mieet the requirements if there is no discontinuity |or if a
10 us maximum discontinuity is mehitored for each individual contact.

A.5 |Description of the ‘continuity gauge
The ggquge shall be made according to the following specifications (see Figure A.1):
Material: tool ste€l; hardened with suitable plating finish.

Surfacp roeughness: according to ISO 1302, Ra: 0,25 um maximum.
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Letter Maximum Minimum
mm mm
A1 11,59 11,57
B1 4,90
C1 0,80 0,60
D1 4,12 4,10
E1 15,00
E1q 089 079
H1 0,47 0,45
J1 0,69 0,59
L1 6,72 6,70
N1 5,90 5,88
P1 4,70 4,30
R1 1,60 1,40
S1 1,46 1,44
T1 0,10
X1 0,60 0,40
Y1 5,00
Z1 8,50
SA1 5,35 5,25
SB1 1,71 1,61
SCH1 1,20
SD1 5,00 4,90
SE1 9,50
Letter Maximum Minimum
K1 30° 24°
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IEC 793/09
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IEC 794/09

Figure A.2 — Gauge insertion



https://iecnorm.com/api/?name=5696118f85b6dd6143f28540cd85db02

60603-

IEC 60

7-1 © IEC:2011 - 25—
Bibliography

068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60603-7-7, Connectors for electronic equipment — Part 7-7: Detail specification for 8-way,
shielded, free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 600 MHz

IEC 60603-7-71, Connectors for electronic equipment — Part 7-71: Detail specification for
8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmission with frequencies up to
1 000 MHz

IEC 61
Part 5
Horizo

ISO/IE

ITU-T

ITU-T
telecor

ITU-T
expos§

ITU-T
about

156-5:2009, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communica
Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1-000
htal floor wiring — Sectional specification

C 11801, Information technology — Generic cabling for customer premises
Recommendation G.117, Transmission aspects of unbalance about earth

Recommendation K.20, Resistibility of telecommunication’ equipment installe
nmunications centre to overvoltages and overcurrents

Recommendation K.44:2000, Resistibility tests\“for telecommunication equ
d to overvoltages and overcurrents — Basic ReCommendation

Recommendation 0.9, Measuring arrangenients to assess the degree of unb
barth

jons —
WMHz —

0 in a

ipment

alance



https://iecnorm.com/api/?name=5696118f85b6dd6143f28540cd85db02

- 26 - 60603-7-1 © CEI:2011

SOMMAIRE

AV ANT-PROP O S ...t e e et et et et e e et e e e et e et e e e e anns
INTRODUGCTION ...ttt et e e e e e e e e e e e e e e e e et e et e e e eanas
I €= o1 =111 =
1.1 Domaine d'application ... e
1.2 REFEreNCces NOMIAtIVES . .c.uiiii e e et ea s
2 Termes et definitioNS ...
Caractéristiques communes et vUe iSOMELHIQUE .........ovviiiiiiiiiiii e
Tt YUY Yo Y =Y (1 LU= N v
3.2 Informations concernant la face d’accouplement ... me N
3.2.1  GENAralites...ooouniii e e e
3.2.2  EMDASE i e e
3.2.3 Fiche i Ol
4  Exfrémités du cable et connexions internes — Embases et fiches...Ga..
4.1 Connexions interNes........cccooiiiiiiiiiiiiiieieeeeee SO T
4.2 Extrémité du cable ... N L
B CalibreS. o e N e
6 eractéristiques ............................................................................................................
6.1 Generalites. ..o D e
6.2 Affectation des broches et des paires..... o0 o e
6.3 Classification en catégories climatiques ™. .. .......ccoiiiiiiiiieee e
6.4 Caractéristiques électriques .......... 0 e e
6.4.1 Lignes de fuite et distances d'isolement.............ccoooiiiiiiiin e
6.4.2 Tenue en teNSION ... .. a0 e e
6.4.3 Courant admissible ..o

6.4.4 Résistance de contact initiale — interface uniquement (fiches et
embases sépatables) ... e,
6.4.5 Résistance d'entrée/sortie en courant continu ..................
6.4.6 Résistance différentielle d’entrée/sortie en courant continu ................{......
6.4.7 Résistance d’isolement initiale............c...coooiiiiiii
6.4.8 Impédance de transfert..........ccoiiiiii e e
6.4.9 S(Affaiblissement de couplage ..o e
6.9 Caractéristiques mécaniques..........c.oiiiiiiiiiiii e e
6.5.1 Fonctionnement mécanique ...........oooiiiiiiiiiiii e e
6.5.2 Forces d’insertion et d’extraction .....ooeeevieeneeenieeneeeneneieeieieeenie e
7 Essais et programmes d'@SSaiS .....iiuuiiiiiiiii
Tl GENEIAlIES. e
7.2 Disposition pour les essais de résistance de contact ...
7.3 Disposition pour les essais de vibrations ..o,
7.4 Procédures d’essai et méthodes de mesure ...
7.5  Préconditionnement. ... ..o
7.6 Cablage et montage des SPECIMENS ... oouiiiiiiiii i
7.6.1  CaADIAagE . i
T.68.2  MONAGE ot
7.7  Programmes ' ESSaIS .. ...ttt
7.7.1 Programme d’essais de base (minimal) ...........ccocoiiiiiiiiiiiii i,

7.7.2 Programme d’essais CoOmMPlet..... ..o


https://iecnorm.com/api/?name=5696118f85b6dd6143f28540cd85db02

60603-7-1 © CEI:2011 - 27 -

Annexe A (normative) Essai de continuité de calibrage..........ccoooiiiiiii 45
L] o 10 Yo = Y o1 o L= PP 49
Figure 1 — VUE ISOMEIIIQUE .....ieii e 32
Figure 2 — Détails de Pembase .. ... oo 33
Figure 3 —VUe de la fiChe ...oe e 34
FIigure Al — Calibre . e 47
Figure A.2 — Insertion du Calibre ... 48
Tablegu 1 — Dimensions pour la Figure 2.........coooiiiiiiiiiiieeeeeee e e e 34
Tablegu 2 — Dimensions pour la Figure 3. d D 35
Tablegu 3 — Lignes de fuite et distances d’isolement ... 36
Tablegu 4 — Groupe d’eSSaiS P ..o O 39
Tablegu 5 — Groupe d’essaiS AP .....coviiiiiiiiiii e SO T 40
Tablegu 6 — Groupe d’essaiS BP..........cooiiiiiiiiiiii Qe 41
Tablegu 7 — Groupe d’essais CP ..o ot T e 42
Tablegu 8 — Groupe d’eSSaisS DP ... e e 43
Tablegu 9 — Groupe d’essaisS GP .......coviiiiiiiiiiiiiiiee st 44

Tablegu A.1 — Dimensions pour la Figure AT ... 8¢ e o 46



https://iecnorm.com/api/?name=5696118f85b6dd6143f28540cd85db02

- 28 - 60603-7-1 © CEI:2011

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
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Partie 7-1: Spécification particuliére pour les fiches
et les embases écrantées a 8 voies
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8) Latt

Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de,.norm
osée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la~CEl). L
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation d
hines de |'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités,— publie des

c (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est config

tés d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet\tnaité peut partici

hisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, p3

bment aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisatid
des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Hécisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans |4
pssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donAé¢ que les Comités nationaux d
Pssés sont représentés dans chaque comité d’études.

Publications de la CEIl se présentent sous la forme de recomimandations internationales et sont
ne telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin qu
ure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEIl ne peut pas étre tenue resq
bventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en‘est faite par un quelconque utilisateur final.

le but d'encourager l'uniformité internationale, les;Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans|

ire possible, a appliquer de fagon transparegnte”les Publications de la CEl dans leurs pub
nales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEIl et toutes pub)
nales ou régionales correspondantes doivent\étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

El elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indég
issent des services d'évaluation de~conformité et, dans certains secteurs, accédent aux mar

ication indépendants.
les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicati

ne responsabilité ne doit. étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilig
ataires, y compris ses\experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des

naux de la CEl, podr tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de td
nage de quelque hature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris
stice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la C
autre Publication de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

bntion est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pub

réfénencées-esi obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’att
I'obj

ention.est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuv

hlisation
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brmité de la CEIl. La CEIl n'est responsable d'aucun des services effectués par les organigmes de
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Is droits

pt\de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tg

de b

EveEtsS et de e pas avoiT Sigate feur exiSterce.

La Norme internationale CEI 60603-7-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
comité d’études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour

équipe

ments électroniques.

Cette troisiéme édition annule et remplace la deuxieme édition parue en 2009. Elle constitue
une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition

précéd

ente:

1) la correction, ou l'inclusion, de références techniques.

2) I’harmonisation de la terminologie avec d’autres parties de la série CEl 60603-7 et
d’autres documents de référence.
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3) la modification des dimensions d’écran, de fagon a inclure les connecteurs sur le marché.

4) linclusion de deux nouveaux groupes d’essais (EP et FP), qui fournit I'enchainement
nécessaire et des références a d'autres parties de la série CEl 60603-7, et satisfait aux

exigences de I'lSO/CEI 11801 pour permettre un référencement correct.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
48B/2163/CDV 48B/2209/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le yvotg
aboutija I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 60603, présentées,.sous le titre ¢
Connetteurs pour équipements électroniques, peut étre consultée sur le site web de la

Le conpité a décidé que le contenu de cette publication ne sera’pas modifié avant la d
stabilite indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch" dans les d(
relativgs a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* recpnduite,

* sugprimée,

* renplacée par une édition révisée, ou
*+ amgndée.

ayant

énéral
CEI.

ate de
nnées
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Des applications se sont développées, nécessitant I'utilisation de l'interface décrite dans la
CEI 60603-7 avec certaines spécifications de performances a des fréquences plus élevées.
C’est pourquoi une série de spécifications particulieres ont été publiées ces derniéres
années, afin de prendre en charge ces nouvelles applications. Afin d'améliorer la lisibilité des
documents existants et d’en faciliter la maintenance, le sous-comité 48B de la CEI (SC 48B) a
décidé d'en modifier la structure.

La présente partie de la CElI 60603-7 ne contient que les informations nécessaires relatives
aux écrans des connexions; il convient de l'utiliser comme document de base pour tous les

erence

res ne
pulent

connegtetrs—éerantés—deta—sére-CHE-66663-F
Pour pJus d’informations concernant les connecteurs de type CEl 60603-7, il est fait réf]
au document de base CEI 60603-7 sur les connecteurs non écrantés.
La CEI60603-7 est la spécification de base de toute la série. Les spécifications ultéried
redonnent pas les informations données dans le document de base, mais st
uniquement les exigences supplémentaires.
L’illustfation suivante présente la structure de la série CElI 606037.
Non écrantés Ecrantés
3 MHz CEI 60603-7 <« CEI 60603-7-1
A A A
100 MHz CEl 60603:7-2 CEl 60603-7-3
A A
1 1
1
250 MHz CEIl 60603-7-4 CEI 60603-7-5
5 x
1 1
1 1
500 MHz CEI 60603-7-41 CEI 60603-7-51
A
1
Indique la référence pour les 1
600-MHz dimensions, les CEIl 60603-7-7
caractéristiques mécaniques
et électriques, les essais et 4
les programmes d’essais.
1000 MHz -—=> CEI 60603-7-71

Indique la référence pour

les performances de
transmission (compatibilité
amont)
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7-1: Spécification particuliére pour les fiches
et les embases écrantées a 8 voies

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La prégente partie de la CEl 60603-7 concerne un systéme de fiches et d'embases, écr
a 8 vopies. Elle spécifie les dimensions, les caractéristiques mécaniques, électriq
enviropnementales, ainsi que les essais relatifs a I’écran, en complément de la*CEl 606

Ces cgnnecteurs sont accouplables et interopérables avec les autres connecteurs de |
CEI 60603-7, tel que défini dans la CEl 60603-7.

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables. pour l'application du ¢
nt. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les réfé

antées
les et
03-7.

A série

résent
rences

non datées, la derniére édition du document de référence 's'applique (y compris les éventuels

amendements).

CEIl 60068-2-38, Essais d'environnement — Partie 2-38: Essais — Essai Z/AD: Essai ¢
compolsite de température et d’humidité

CEI 60512 (toutes les parties), Connecteurs pour équipements électroniques — Es
mesur¢s

clique

sais et

CEIl 60512-1, Connecteurs poutéquipements électroniques — Essais et mesures — Partie 1:

Généralités

CEI 60512-1-100 Connmécteurs pour équipements électroniques — Essais et mes
Partie [1-100: Généralités — Publications applicables

CEI 60603-7 (touies les parties), Connecteurs pour équipements électroniques — P4
Spécification particuliére pour les fiches et les embases non écrantées a 8 voies

yres -—

rtie 7:

ication

CEI 60608-7:2008, Connecteurs pour équipements électroniques — Partie 7: Spécil

particul/ere pour les Tiches et les embases non ecraniees a o voles

CEIl 60664-1, Coordination de l'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a
tension — Partie 1: Principes, exigences et essais

basse

IEC 62153-4-12, Metallic communication cable test methods — Part 4-12: Electromagnetic

compatibility (EMC) — Coupling attenuation or screening attenuation of connecting hard
Absorbing clamp method

ware —

ISO 1302, Spécification géométrique des produits (GPS) — Indication des états de surface

dans la documentation technique de produits
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2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions dans I'Article 2 de la
CEI 60603-7 :2008 s’appliquent.

3 Caractéristiques communes et vue isométrique

3.1 Vue isométrique

IEC 086/05

Figure 1 — Vue isométrique

3.2 nformations concernant la face d’accouplement

3.2.1 L_Généralités

Les dimensions sont données en millimétres. Les dessins sont représentés en utilisant la
projection de troisieme diédre. La forme des connecteurs peut varier par rapport a celles
données aux Figures 1 a 3, a condition que les dimensions spécifiées ne soient pas
affectées.

L’ensemble des dimensions extérieures et la conception des contacts de signal des
connecteurs respectant la présente norme doivent étre conformes a toutes les exigences
applicables spécifiées dans la CEl 60603-7.
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3.2.2 Embase

IEC 790/09

Légende
1 sgction A-A: voir Figure 2b

2 Ig distance SF1 entre le flanc de I'embase et la zone de contact du contact de I'écran s’applique des|deux
cptés du connecteur
Figure 2a — Vue de la zone de contact
1
| a
n
I
[ o
A %)
@ se1
(N s
NS~ L
. q IEC 791/09
Légende
1 contacts représentés au repos
2 extension maximale vers I’avant des contacts sous la surface AC1 (voir CEI 60603-7), pour éviter tout
contact avec les écrans des fiches. S’applique a I'état accouplé
3 dimension au point de contact de la connexion de I’écran

Figure 2b — Vue de la zone de contact, section A-A

NOTE Les dimensions pour la Figure 2 sont données au Tableau 1.
Figure 2 — Détails de I’embase
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Maximum Minimum Nominal (réf)
Lettre
mm mm mm
SA1 5,31
SB1 2,16
SD1 4,90
SE1 5,80
SF1 a
a On it veiller 3 ce gque tous les _contacts d'écran de 'embase restent fmllimlr: en contact avec les contacts
d’écrpn de la fiche dans la condition du cas le plus défavorable, pour assurer des performances fiables.
3.23 Fiche
SA2
—
r[[‘ 1
N
Q
n
]
3
m
8] v
se2 |(D)
——{A]
SE2
@ H:I:I
| —
N T ———1 ‘}’ p—
@ —
. —
IEC 792/09
Légende
1 SG2 fait référence a I'extension maximale vers I'avant de I'écran sur la surface inférieure de la fiche.
2 la dimension S2 s’applique a la fois au boitier plastique et a I’écran (voir la CEl 60603-7)

NOTE Les dimensions pour la Figure 3 sont données au Tableau 2.

Figure 3 — Vue de la fiche
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Tableau 2 — Dimensions pour la Figure 3

Maximum Minimum Nominal (réf)
Lettre mm mm
mm
SA2 4,22
SB2 1,66
SD2 4,95
SE2 6,85
SG2 a

a |l es
6,85

recommandé que la dimension SG2 soit d’au moins 6,85 mm. Lorsque cette dimension.gest infg
mm et que la fiche est accouplée a une embase conforme a la CEI 60603-7-7 ou a la'CEIl 606}

utilisant I'option de commutation 1, il est possible que les conducteurs de signal 3',4’,5’,6’ 'de‘lI'embas

en c

bntact avec I’écran de cette fiche.

rieure a

03-7-71,

e soient

4 EXtrémités du cable et connexions internes — Embases‘et fiches

4.1

La con

4.2

Connexions internes

Inexion interne de I’écran doit étre conforme a I’Article 4 de la CEl 60603-7 :2008

Extrémité du cable

Le connecteur doit étre conforme au programme d'essais complet de 7.7.2 pour tou
varianfes possibles d’extrémités, par exemplerchaque type de construction d’écran ds
avec lgquel le connecteur est destiné a étretutilisé.

5 Calibres

Il N’y g aucun calibre dimensionnel spécifique a I’écran pour les connecteurs conform
CEI 60603-7-1. Pour l'ensémble des dimensions extérieures, les calibres définis
I’Articl¢ 5 de la CEI 60603-7:2008 doivent s’appliquer.

6 Caractéristiques

6.1

Généralités

La corformité avec les programmes d’essais est destinée a assurer la fiabilité de tq

param

es les
cable

s a la

dans

us les

ctres—de performrance sur ta ganme des conditions chnmatiques deforctionmmem

ent. Le

fait que la résistance de contact soit stable et conforme constitue une bonne indication de la

stabilit

é en performance de I'écran.

Les caractéristiques des contacts de signal des connecteurs respectant la CEl 60603-7-1
t étre conformes a toutes les exigences correspondantes spécifiées dans la
CEI 60603-7.

doiven

6.2 Affectation des broches et des paires

L’affectation des broches et des paires, décrite en 6.2 de la CEIl 60603-7:2008 s’applique.
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6.3 Classification en catégories climatiques

Les connecteurs conformes a la CEl 60603-7-1 sont classés dans les mémes catégories
climatiques que ceux conformes a la CEI 60603-7.

6.4 Caractéristiques électriques
6.4.1 Lignes de fuite et distances d'isolement

La coordination de I'isolement n’est pas exigée pour ce connecteur; c’est pourquoi les lignes
de fuite et les distances d’isolement de la CEl 60664-1 sont réduites et couvertes par les
exigences des performances d’ensemble.

Par conséquent, les lignes de fuite et les distances d'isolement du Tableau 3 sont d¢onnées
comme des caractéristiques de fonctionnement de connecteurs accouplés.

Dans la pratique, des réductions des lignes de fuite ou des distances d'isolement peuvent
intervenir en raison de la forme des pistes conductrices de la carte impfimée ou du cablage
utilisé(e), et elles doivent étre diment prises en compte.

Tableau 3 - Lignes de fuite et distances d’isolement

Distance minimale entre les contacts et I’écranou le chassis

Ligne de fuite Distance d’isolement
mm mm
1,40 0,51

6.4.2 Tenue en tension
Condit|ons:

CE] 60512, Essai 4a, Méthode A
Conditions atmosphériques normales
Connecteurs accouplés

Toutes les variantes:)1 500 V courant continu ou courant alternatif en valeur de| créte,
entre les contacts'et I'écran

6.4.3 Courant’admissible

Le courant, admissible que peut supporter I’écran doit étre le double de celui spécifié ppur les
contacts de-signal dans I'Article 6 de la CEI 60603-7:2008.

6.4.4 Résistance de contact initiale — interface uniquement (fiches et embases
séparables)

Conditions:

CEI 60512, Essai 2a
Connecteurs accouplés

Contact de I’écran: 20 mQ maximum
6.4.5 Résistance d’entrée/sortie en courant continu
Conditions:

CEl 60512, Essai 2a
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nnecteurs accouplés
ints de connexion: Extrémité de cable sur extrémité de cable

ran: 100 mQ maximum

Résistance différentielle d’entrée/sortie en courant continu

Non applicable aux contacts de I'écran.

6.4.7

Résistance d’isolement initiale

Conditions:

CE] 60512, Essai 3a
Méthode A

Co
Te
En

6.4.8

hnecteurs accouplés
]vsion d’essai: 100 V en courant continu

re tous les contacts de signal reliés ensemble et I'écran: 500 M@-minimum

Impédance de transfert

Condit|ons:

CE| 60512-26-100, Essai 26e

Co

hnecteurs accouplés, reliés avec chaque constrdction de cable autorisée po

corjnecteurs

To

s types: <0,1/°% Q de 1 MHz a 10 MHz

<0,021Q de 10 MHz a 80 MHz

ou

6.4.9

 est la fréquence en MHz

Affaiblissement de couplage

Condit|ons:

Se
Co
To

lon la CEl 62153-4-12
hnecteurs accouples
ys types: >45 dB.de 30 MHz a 100 MHz

>8% — 20log(f)»dB de 100 MHz & 1 000 MHz

NOTE

U [ est lasfréquence en MHz

Dn/suppose que Il'affaiblissement de couplage est satisfait lorsque la perte de conversion transve

perte deltransfert de conversion transverse sont satisfaites sur toute la largeur de bande.

6.5
6.5.1

ur ces

rse et la

Caractéristiques mécaniques

Fonctionnement mécanique

Les spécifications de fonctionnement mécanique de I’Article 6.6 de la CEI 60603-7:2008
s’appliquent.

6.5.2

Forces d’insertion et d’extraction

Conditions:

CEI 60512, Essai 13b

Vit
To

esse: 10 mm/s maximum

us les types, insertion et extraction: 30 N maximum
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7 Essais et programmes d’essais

7.1 Généralités

Voir 7.1 de la CEl 60603-7:2008.

7.2 Disposition pour les essais de résistance de contact

Pour des informations utiles sur les essais de résistance de contact, voir 7.2 de la
CEI 60603-7:2008.

73 B ” I s de_vibrati

Pour des informations utiles sur les essais de vibrations, voir 7.3 de la CEIl 60603-%.2008.

7.4 Procédures d’essai et méthodes de mesure

Voir 7.4 de la CEI 60603-7:2008.

7.5 Préconditionnement

Voir 7.p de la CEI 60603-7:2008.

7.6 [LCablage et montage des spécimens
7.6.1 Cablage

Voir 7.6.1 de la CEI 60603-7:2008.

7.6.2 Montage
Voir 7.p.2 de la CEl 60603-7:2008.

7.7 Programmes d’essais

o

Les pafameétres d’essai requisine doivent pas étre inférieurs a ceux indiqués a I'Article

7.71 Programme d’essais de base (minimal)

Non agplicable.

7.7.2 Programme d’essais complet

7.7.21 Généralités

Les essals suivants speciflent 1es caracteristiques qui doivent étre Verifiées et 1es exigences a
satisfaire.

Pour une séquence d'essais compléte, un minimum de 50+N spécimens est nécessaire. Cela
correspond a 5 groupes de 10 pour les essais AP, BP, CP, DP, EP et FP. Les N groupes de 1
doivent étre destinés aux essais de "performances de I'écran”, groupe GP. N correspond a
chaque type de construction d’écran de cable, avec lequel le connecteur est destiné a étre
utilisé. Le groupe d'essais GP doit étre réalisé N fois avec les spécimens connectés avec les
différents types de construction de cable avec lesquels les connecteurs sont destinés a étre
utilisés.

Sauf spécification contraire, les essais de la résistance de contact des contacts d’écran,
s'appliquent uniquement a l'interface entre la fiche et I'embase.
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7.7.2.2

Groupe d’essais P — Préliminaires

— 39—

Tous les spécimens doivent étre soumis aux essais suivants, en plus de ceux spécifiés a
7.7.2.2 de la CEI 60603-7:2008. Tous les spécimens du groupe d’essais doivent étre soumis
aux essais préliminaires du groupe P dans l'ordre qui suit; voir Tableau 4.

Les spécimens doivent ensuite étre divisés en un nombre approprié de groupes. Tous les
connecteurs de chaque groupe doivent subir les essais suivants dans I'ordre indiqué, avec la
modification nécessaire de I'ordre des essais ou I'ajout de nouveaux essais pour vérifier les
caractéristiques complémentaires des connecteurs.

Tableau 4 — Groupe d’essais P

Essai Mesure a effectuer
Phase —— —
d’essai Titre CEl 6(?5102 Sévérité ,ou cqndltlon Titre CEl 6(?5102 Exigencds
Essai n d’essai Essai n
P1 Examen Examen visuel 1a Il ne\doit pas y avpir de
général défauts entrainanf un
fonctionnement afpormal
Examen des 1b Les dimensions dpivent
dimensions et satisfaire a celles|de la
de la masse spécification particuliére
P2 Résistance Contact d’écran entre | Méthode au 2a Résistance de comtact = 20
de contact les embases et les niveau des mQ maximum
fiches millivolts
P3 Résistance Résistance de 2a 100 mQ maximunmy
d’entrée/sortie de contact
I’écran
P4 100 V courant continu [-Résistance 3a 500 MQ minimum
Méthode A d'isolement
Connecteurs
accouplés
P5 Tous les contacts de Tenue en 4a 1 500 V courant cpntinu
signal par rapport a tension ou courant alternatif créte

I’écran
Méthode ™A
Connecteurs
accouplés
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7.7.2.3 Groupe d’essais AP
Tableau 5 — Groupe d’essais AP
Essai Mesure a effectuer
Phase —
d’essai Titre CEl 60512 Sévérité ou Titre CEl 60512 Exigences
Essai n° condition d’essai Essai n° 9
AP1 Forces 13b Systéme de verrouillage Force d’insertion 30 N
d’insertion et du connecteur enfoncé maximum
d’extraction Force d’extraction 30 N
maximum
AP2 Non
applicable
AP3 Variation 11d —-40°Ca70°C
rgpide de Connecteurs accouplés
tgmpérature .
25 cycles ¢t = 30 min
Temps de rétablissement
2h
AP4 100 V en courant continu | Résistance 3a 500 MQ minimun
Méthode A d'isolement
Connecteurs accouplés
AP5 Contact d’écran entre Résistance 2a 20 mQ de variatipn maximale
embase et fiche de contact par rapport a la Jaleur
initiale
AP6 Tous les contacts de Tenueéen 4a 1 500 V courant gontinu
signal par rapport a tension ou courant alternfatif créte
I’écran:
Méthode A
Connecteurs accouplés
AP7 Connecteurs Examen 1a Il ne doit pas y a)oir de
non accouplés visuel défauts entrainamt un
fonctionnement gnormal
AP8 Chaleur Voir 21 cycles;
hgimide CEI 60068- | basse température
cyclique 2-38 25 °C;
hautextempérature
65,265
sous-cycle froid =10 °C;
humidité 93 %
Moitié des échantillons
accouplés
Moitié désaccouplés
AP9 Résistance Résistance 2a 100 mQ maximuin
d’entrée/sortie de I’écran | de contact
AP10 Ferces 13b Systéme de verrouillage Force d’insertion[30 N
d’jnsertion-et du connecteur enfoncé maximum
dlextraction Force d’extractioh 30 N
maximum
AP11 Non
applicable
AP12 Connecteurs Examen 1a Il ne doit pas y avoir de
non accouplés visuel défauts entrainant un
fonctionnement anormal
AP13 Soudabilité Si applicable
AP14 Résistance a Si applicable
la chaleur de
soudage
AP152 Tous les contacts de Tenue en 4a 1 500 V courant continu
signal par rapport a tension ou courant alternatif créte

I’écran et le panneau
d’essai:

Méthode A
Connecteurs accouplés

a8 |’étape AP15 ne doit pas étre effectuée si les essais de soudabilité et de résistance a la chaleur de soudage n’ont pas été réalisés.
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7.7.2.4
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Groupe d’essais BP

Tableau 6 — Groupe d’essais BP

Phase
d’essai

Essai

Mesure a effectuer

Titre

CEIl 60512
Essai n°

Sévérité ou
condition d’essai

Titre

CEI 60512

Essai n® Exigences

BP1

Non
applicable

BP2

Fonctionneme
nt mécanique

9a

N/2 manceuvres (voir
fonctionnement

Poy Y- TE PN VAT 3
vt

PL1: N =750
PL2: N =2 500

55

T Ak A

10 mm/s. Repos 1's
(accouplés et
désaccouplés).
Dispositif de
verrouillage inactif

BP3

Corrosion
dans un flux
de mélange
de gaz

11g

Méthode 1

4 jours

Moitié des échantillons
accouplés

Moitié désaccouplés

BP4

Résistance
d’entrée/sortie de
I’écran

Résistance
de contact

2a 100 mQ maximum

BP5

Fonctionneme
nt mécanique

9a

N/2 manceuvres (voir
fonctionnement
meécanique)

Vitesse 10 mm/s.
Repos 5 s (si
désaccouplés).
Dispositif de
verrouillagednactif

BP6

Résistance
d’entrée/sortie de
I’'écran

Résistance
de contact

2a 100 mQ maximum

BP7

100 V courant
continu
Méthode A
Connecteurs
accouplés

Résistance
d'isolement

3a 500 MQ minimum

BP8

Tous les contacts de
signal par rapport a
I’écran:

Méthode A
Connecteurs
accouplés

Tenue en
tension

4a 1 500 V courant [continu
ou courant alternatif
créte

BP9

CXdITier!
visuel

ta e doitpasyavoir de
défauts entrainant un
fonctionnement anormal
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